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Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa stanowiska do badania i analizy zjawisk kwantowych metodą czterosondowego pomiaru spektroskopii impedancyjnej układów nanostrukturalnych zbudowanych na bazie kryształów półprzewodnikowych interkalowanych strukturami supramolekularnymi w aspekcie magazynowania energii do Laboratorium Superkondensatorów i Magazynów Energii przy Katedrze Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej
Opis jakościowy:

Stanowisko łącznie (hardware+ software) musi umożliwiać pomiary czterosondowego pomiaru impedancji. Stanowisko musi umożliwiać pomiary półprzewodnikowych interkalowanych kryształów nanostrukturalnymi układami supramolekularnymi. Stanowisko musi spełniać założenia zbadania próbki w stabilnym zamocowaniu kryształu z zapewnieniem dobrego kontaktu każdego z czterech punktów kontaktowych oraz musi posiadać kalibrację według próbki wzorcowej ITO (szklane podłoże pokryte tlenkiem indu i cyny) jako układ referencyjny. Ponadto oprogramowanie jak i sama głowica pomiarowa musi zapewnić weryfikację jakości kontaktu z próbką poprzez zmianę kierunku przepływu prądu i porównanie napięć w obu kierunkach z możliwością zapisu wartości w obu kierunkach. Stanowisko musi umożliwiać ustawienie napięcie pomiarowego według potrzeb w odniesieniu do próbki (różne grubości warstwy oraz ich ilości w różnych próbkach). Hardware musi zapewnić komunikację pozwalająca na bezpośrednie komunikowanie się i sterowaniem urządzeniami będącymi na wyposażeniu laboratorium Metrohm Autolab PGSTAT 302N oraz Metrohm Autolab BST70794.

Specyfikacja techniczna:

I. Czterosondowa głowica pomiarowa:

a) Musi zapewnić pełny kontakt każdej z sond z próbką (weryfikacja prądami wsteczymi)

b) Wykonana w całości z materiałów niemagnetycznych

c) Wytrzymałe łożyska o dużej odporności i oporze (sztuczny rubin)

d) Utwardzone końcówki z węglika wolframu

e) Temparatura pracy ciągła minimum  od -1960C do +1200C – chwilowa (kilka minut) do +2000C

f) Odległości pomiędzy sondami nie więcej niż 5 mm z możliwością zmniejszenia do 1 mm z dokładnością do 0,01 mm w układzie liniowym oraz kwadratowym

g) Możliwość zmiany igieł z punktami kontaktowymi przy zapewnieniu minimum 0,3 do 0,4 mm^2 w zależności od zastosowanego układu igieł (minimalny promień styku 12,5(m – max 500(m)

h) Planarność kontaktów +/- 0,025 mm lub lepiej  

i) Połączenie – kabel czterożyłowy w izolacji teflonowej

j) Rezystancja pomiędzy igłami minimum 1013( przy wartości napięcia 500V

II. Hardware sterujący

a) Programowalny procesor z bezpośrednim dostępem do pamięci z pamięcią wbudowaną minimum 36MB z min 24 rdzeniami fizycznymi i 32 wątkami o minimalnej prędkości 3GHz z możliwością pracy w trybie co najmniej 5,4GHz 

b) Niezależny procesor GPU z dostępem do własnej pamięci z technologią DSSL 3, z multiprocesorami strumieniowymi, z rdzeniami Tensor co najmniej  czwartej generacji oraz RT co najmniej trzeciej generacji (minimum 40).

c) Zintegrowany ekran/panel matrycowy o  z certyfikatem Eyesafe® spełniają wymogi TÜV dotyczące niskiej emisji niebieskiego światła oraz standardy Eyesafe® zapewniające ochronę oczu przed szkodliwym niebieskim światłem bez zakłócania innych kolorów.

O przekątnej min 17,3” oraz rozdzielczości nie niższej niż 

d) Klawiatura alfanumeryczną z możliwością podłączania zewnętrznych akcesoriów sterujących

e) Z portem USB-A o rzepustowości 5 Gb/s

f) 1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD
III. Oprogramowanie

a) Możliwość zaprogramowania minimum 50 automatycznie po sobie wykonywanych pomiarów

b) Możliwość eksportu danych w formacie CSV

c) Możliwość konwersji wyników wartości rezystywności względem powierzchni i/lub długości mierzonej próbki

d) Możliwość automatycznego określenia zakresu pomiarowego i wykonanie go według tych określeń

e) Musi posiadać opcję sprawdzenia jakości styków poprzez prądy wsteczne pomiędzy każdą sonda pomiarową (punktami styków z badaną próbką)

IV. Zakresy pomiarowe

a)  Próbka referencyjna o powierzchni kontaktowej 2 cale kwadratowe ((1290 mm^2) minimum 1 cal kwadratowy wzorcowej powierzchni pomiarowej ((645 mm^2) przy zachowaniu wartości 12-15 ( dla części wzorcowej z dokładnością do trzech cyfr znaczących z dokładnością minimum 0,26 (
b) Pomiar rezystywności od 1 m((cm do 100M((cm z dokładnością 0,3%

c) Rezystywność skrośna od 1 m((cm do 1M((cm

V. Współpracujące z protokołami komunikacyjnymi:

a) z Metrohm Autolab PGSTAT 302N

b) z Metrohm Autolab BST70794
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